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考えられる．ソフトエラーは，臨界電荷量の少ない SRAM(Static Random Access










error Correcting code)[5]，Hamming code[18]，Convolutional code[16]が挙げられ
る．その他にも多重化回路を使用したTMR(Triple Modular Redundancy)，Intel
社の開発したDICE(Dual Interlocked storage CEll)ラッチ，ソフトエラーの発生





























第 2章「ソフトエラー」では，近年 CMOS(Complementary MOS)回路の信頼
性を脅かす問題と，その１つであるソフトエラーの発生原理と回路への影響，そ































































































































































は 0が，DHには C2MOSラッチを通して 1が入力される．ソフトエラーの発生
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トランジスタ数 [コ] Power[µW] CK-Q[ps] D-Q(rise)[ps] D-Q(fall)[ps]
C2MOS 12 4.75 157.53 118.01 164.62
DICE 20 11.07 172.61 238.02 127.04

























図 3.5: TFHラッチ [14]．
回復できないといった大きな欠点をもつ．
3.3.2 FERSTラッチ
FERSTラッチ [6]の回路図を図 3.6に示す．FERSTラッチは 3つのC-element
と 4つの伝送ゲートで成り立つ．通常動作時は伝送ゲートを通った入力がそのまま


















トランジスタ数 [コ] Power[µW] CK-Q[ps] D-Q(rise)[ps] D-Q(fall)[ps]
TFH 12 4.50 117.34 103.86 28.97
FERST 26 6.36 184.54 145.83 169.54
HiPeR 20 15.71 119.77 103.31 22.64
をもつ．
3.3.3 HiPeRラッチ

































































































































































































トランジスタ数 Power[µW] CK-Q[ps] D-Q(rise)[ps] D-Q(fall)[ps]
New-SEH 12 3.28 194.74 90.92 159.49
Fast-SEH 14 4.49 89.93 71.54 83.53
改良 Fast-SEH 16 3.23 37.63 14.15 14.72
図 4.5: 通常動作時のNew-SEHラッチの波形．
時の電力，D-Q遅延，CK-Q遅延結果を表 4.1に示す．また，それぞれの通常動作







































図 4.11: 各ノードでのソフトエラー発生時の Fast-SEHラッチの波形．
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トランジスタ数 Power[µW] CK-Q[ps] D-Q(rise)[ps] D-Q(fall)[ps]
SHC 16 3.06 120.23 100.37 115.25















SEUだけでなく SETを考慮した提案ラッチである SHCラッチと改良 SHCラッ
チを実装し，ソフトエラーを起こさずにトランジスタ・シミュレーションを行っ
た．シミュレーションで得られた，通常動作時の電力，D-Q遅延，CK-Q遅延結






























図 4.16: 改良 SHCラッチの通常時の波形．
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図 4.17: 各ノードでのソフトエラー発生時の SHCラッチの波形．
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